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SCALONE Metoda pomiaru czasu 'trwania 
impulsu wyjściowego'~ . 

Grupa katalogowa 1929 

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest metoda po­

miaru czasu trwania impulsu wyjściowego fw przerzutników 

monostabIlnych cyfrowych układów scalonych. 

3, Układ pomiarowy _ wg rys. l. 

2. Warunki pomiaru. Norma przedmiotowa powinna za-

wierać następujęce warunki określa.i{lce dany pomiar: 

a) układ pomiarO\NY, 

b) parametry sygnałów wejściowych: amplitudę, ·, czasy 

narastania i opadania, czasy ustalania i przetrzymywania, 

czasy trwania .Iub współczynnik wypełnienia, częstotliwość 

powtarzania, poziom podstawy i pOl]1iaru, 

c) wartość napięcia zasi lania (nominalna) , 

d) wartość napięć wejściowych na pozostałych wejściach 

' nlesterowanych impulsowo, 

e) wartości elementów obwodu obciężenia, 

f) wartoś,ci elementów obwodu stałej czasowej, 
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g) warunki kltmatyczne otoczenia, Rys. 1. Układ pomiarowy 
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4. Przebieg pomiaru napffĆ wejściOwych na pozostałych wejściach 
. 

niesterowa-

a) wstawić badany układ scalony do podstawki pomiaro­

wej, 

nyeh impulsowo zgodnie z nor~ przedmiotow~ i rys. 2, ,,­

e) podł~czyć elementy obwodu obci~żenla i obwodu stałej 

czasowej zgodnie z normę przedmiotowę, 

b) .ust,alić temperaturę badanego układu scalonego zgod_ 

nie z wymaganiami nOrmy przedmiotowej (temperatura ukła­

du powinna być sprawdzona przed i po pomiarze). 

f) zmierzyć ·"wartość czasu trwania imp.ulsu wyjściowego 

110 wg rys. 2. 

c) ustawić napięcie zasilaj~ce zgodnie z .norm~ · przed­

miotow~, 

Jeżeli w jednej obudowie· znajduj.ę się dwa wyjścia prze­

rzutnika monostabi Inego lub kilka przerzutników monosta-, 
bilnych, to należy mierzyć czas trwania impulsu wyjścio-

d) ustawić parametry impulsów sterujęcych wartości wego r..... oddzielnie dla każdego wyjścia. 
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Rys. 2. Przebieg impulsów wejściowych i wyjściowych 
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